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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　OLED駆動回路の駆動トランジスタにおける閾値電圧の変化を補償する方法であって:
a)第１電極、第２電極およびゲート電極を伴う駆動トランジスタを提供すること;
b)駆動トランジスタの第１電極に第１電源を接続し、および駆動トランジスタの第２電極
および第２電源にOLED デバイスを接続すること;
c)駆動トランジスタのゲート電極に試験電圧を提供し、およびOLED駆動回路に試験回路を
接続し、該試験回路は、駆動トランジスタおよびOLED デバイスを通じて所定の駆動電流
を提供するように設定される調整可能な電流ミラーを含み、および駆動トランジスタおよ
びOLED デバイスがエイジング条件によって劣化されない場合に、電流ミラーに適用され
る電圧を第１試験レベルまで生じさせること、ならびに該第１試験レベルを記録すること
;
d)駆動トランジスタのゲート電極に試験電圧を提供し、および駆動トランジスタおよびOL
ED デバイスがエイジング劣化した後で、第２試験レベルを生じさせるようにOLED デバイ
スに試験回路を接続すること、ならびに該第２試験レベルを記録すること;ならびに
e) 駆動トランジスタのエイジングを補償するために、該第１および第２試験レベルを用
いて、駆動トランジスタのゲート電極に適用される電圧の変化を計算すること、
を含んでなる方法。
【請求項２】
　複数のOLED駆動回路のOLED デバイス用駆動トランジスタの閾値電圧の変化を補償する
方法であって、:
a) 第１電極、第２電極およびゲート電極を伴う駆動トランジスタを各駆動回路に含むこ
と、および駆動トランジスタの第１電極に第１ 電源を接続し、駆動トランジスタの第２
電極および第２電源にOLED デバイスを接続すること;
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b) OLED駆動回路に試験回路を接続すること、および同時に駆動トランジスタの各々のゲ
ート電極に個別に試験 電圧を提供すること、および駆動トランジスタおよびOLED デバイ
スを通じて所定の駆動電流を提供するように設定され、かつ駆動トランジスタおよびOLED
 デバイスがエイジング条件によって劣化されない場合に、電流ミラーに適用される電圧
を第１試験レベルまで生じさせる、調整可能な電流ミラーを試験回路に提供すること、お
よび該第１試験レベルを記録すること;
c) 駆動トランジスタおよびOLED デバイスがエイジング劣化した後で、第２試験レベルを
生じさせるように、再度、OLED駆動回路に試験回路を接続すること、および同時に駆動ト
ランジスタの各々のゲート電極に個別に試験 電圧を提供すること、および該第２試験レ
ベルを記録すること;ならびに
d) 各駆動トランジスタのエイジングを補償するために、該第１および第２試験レベルを
用いて、各駆動トランジスタのゲート電極に適用される電圧の変化を計算すること、
を含んでなる方法。
【請求項３】
　OLED駆動回路およびOLED デバイスの駆動トランジスタのエイジングを補償する方法で
あって:
a)第１電極、第２電極およびゲート電極を伴う駆動トランジスタを提供すること;
b)駆動トランジスタの第１電極に第１電源を接続し、および駆動トランジスタの第２電極
および第２電源にOLED デバイスを接続すること;
c)駆動トランジスタのゲート電極に試験電圧を提供し、およびOLED駆動回路に試験回路を
接続し、該試験回路は、駆動トランジスタおよびOLED デバイスを通じて所定の駆動電流
を提供するように設定される調整可能な電流ミラーを含み、および駆動トランジスタおよ
びOLED デバイスがエイジング条件によって劣化されない場合に、電流ミラーに適用され
る電圧を第１試験レベルまで生じさせること、ならびに該第１試験レベルを記録すること
;
d)駆動トランジスタのゲート電極に試験電圧を提供し、および駆動トランジスタおよびOL
ED デバイスがエイジング劣化した後で、第２試験レベルを生じさせるようにOLED 駆動回
路に試験回路を接続すること、ならびに該第２試験レベルを記録すること;ならびに
e) 駆動トランジスタおよびOLED デバイスのエイジングを補償するために、該第１および
第２試験レベルを用いて、駆動トランジスタのゲート電極に適用される電圧の変化を計算
すること、
を含んでなる方法。
【請求項４】
　駆動回路の二以上のグループを有するOLEDディスプレイのOLED駆動回路における変化を
補償する方法であって、:
a) 第１電極、第２電極およびゲート電極を伴う駆動トランジスタを各駆動回路に提供す
ること、および駆動トランジスタの第１電極に第１ 電源を接続し、駆動トランジスタの
第２電極および第２電源にOLED デバイスを接続すること;
b)OLED駆動回路の各グループに対応試験回路を提供すること;
c) 対応グループのOLED駆動回路に試験回路を接続すること、および同時に該グループの
駆動トランジスタの各々のゲート電極に個別に試験 電圧を提供すること、および駆動ト
ランジスタおよびOLED デバイスを通じて所定の駆動電流を提供するように設定され、か
つ駆動トランジスタおよびOLED デバイスがエイジング条件によって劣化されない場合に
、電流ミラーに適用される電圧を第１試験レベルまで生じさせる、調整可能な電流ミラー
を試験回路に提供すること、および該第１試験レベルを記録すること;
d) 駆動トランジスタおよびOLED デバイスがエイジング劣化した後で、第２試験レベルを
生じさせるように、再度、対応グループのOLED駆動回路に試験回路を接続すること、およ
び同時に該グループの駆動トランジスタの各々のゲート電極に個別に試験 電圧を提供す
ること、および該第２試験レベルを記録すること;ならびに
e) 各駆動回路のエイジングを補償するために、該第１および第２試験レベルを用いて、
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該グループの各駆動トランジスタのゲート電極に適用される電圧の変化を計算すること、
を含んでなる方法。
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